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1. Se abordara la medida de impedancia en materiales y dispositivos, desde sus fundamentos hasta las
configuraciones avanzadas; explicando diferentes técnicas de medida, asi como las diferencias entre
ellas y los campos de aplicacion; detallando los pros y contras de las diferentes conexiones entre el
equipo de medida y el dispositivo bajo prueba y como realizar una calibracion y compensacion
adecuadas para obtener resultados precisos.

2. Se explicard como realizar la caracterizacion dieléctrica de un material, diferentes técnicas de medida
disponibles con los diferentes aspectos practicos de las mismas y como seleccionar la mas adecuada en
cada momento en funcion de las caracteristicas del material a medir.

3. Se mostrara cdmo utilizar un analizador vectorial de redes portable de Ultima generacion en
caracterizacion dieléctrica de materiales, permitiéndonos no sélo realizar medidas precisas all& donde se
necesite sino también sacar el maximo rendimiento a los ajustados presupuestos actuales.

Agenda
09:00 - 09:10  Presentacion y bienvenida

09:10-10:45  Retos y Soluciones en Medidas de Impedancia
10:45-11:15 Café

11:15-12:30  Métodos de Caracterizacion Dieléctrica de Materiales
12:30-13:30  Aspectos Practicos de Medida de Materiales

Ponentes

D. Adolfo del Solar (AGILENT)
Horario

Jueves 6 de febrero:  09:00h - 13:30h
Aula

Sala de Grados 3004

Audiencia e inscripciones

El seminario esta dirigido a todos aquellos alumnos de Grado, Master o Doctorado con inquietudes en los
aspectos de investigacion, desarrollo e innovacion tecnoldgica relacionados con la temética propuesta en el
seminario.

Las inscripciones deberan realizarse en la secretaria de alumnos del programa, despacho 6104.

Carga crediticia

Los alumnos de Master que atiendan al seminario obtendrdn una carga crediticia de 1 ECTS
debiendo realizar un trabajo personal adicional.
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